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요약

    
본 발명은 홀수 번째 데이터 패드에 전기적인 신호를 인가하는 테스트 패드와 짝수 번째 데이터 패드에 전기적인 신호
를 인가하는 테스트 패드를 한 곳에 위치시켜 쇼팅 바의 저저항화를 실현함으로써 보다 정확한 테스트가 가능한 액정표
시장치의 테스트 패드를 제공하기 위한 것으로, 본 발명의 액정표시장치의 테스트 패드는 셀 영역 및 패드 영역으로 정
의된 액정 패널과, 복수의 데이터 배선들 중 홀수번째 데이터 배선들과 연결되는 제 1 쇼팅 바 및 짝수번째 데이터 배선
들과 연결되는 제 2 쇼팅 바와, 상기 패드 영역의 어느 한 곳에 형성되며 상기 제 1, 제 2 쇼팅 바에 온/오프 테스트를 
위한 신호 전압을 인가하는 테스트 패드를 포함하여 구성된다.
    

대표도
도 6

색인어
쇼팅 바, 테스트 패드

명세서

도면의 간단한 설명
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도 1은 일반적인 액정표시장치의 단면도

도 2는 일반적인 액정표시장치의 모듈 구성도

도 3은 종래 기술에 따른 액정표시장치의 테스트 패드 구조를 도시한 평면도

도 4는 도 3의 부분적인 확대 평면도

도 5a는 도 4의 Ⅰ-Ⅰ'선에 따른 단면도

도 5b는 도 3의 Ⅰ-Ⅰ'선에 따른 단면도

도 6은 본 발명의 제 1 실시시예에 따른 액정표시장치의 테스트 패드 구조를 도시한 평면도

도 7a는 도 6의 부분적인 확대 평면도

도 7b는 도 7a의 Ⅰ-Ⅰ'선에 따른 단면도

도 8a는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 액정표시장치의 테스트 패드 구조를 도시한 평면도

도 8b는 도 8a의 Ⅰ-Ⅰ'선에 따른 단면도

도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

61a, 81 : 제 1 쇼팅 바 61b, 83 : 제 2 쇼팅 바

61c, 85 : 제 3 쇼팅 바 63 : 제 1 테스트 패드

65 : 제 2 테스트 패드 67 : 제 3 테스트 패드

69 : 투명도전막 89, 89a : 제 1, 제 2 투명도전막

100a, 300a : 기판 101, 301 : 게이트 절연층

102, 302 : 보호막 63a, 81a : 제 1 도전성 패턴

63b, 83a : 제 2 도전성 패턴 85a : 제 3 도전성 패턴

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 디스플레이 장치에 관한 것으로 특히, 액정표시장치의 테스트 패드에 관한 것이다.

현재, 표시장치로써 가장 많이 사용되고 있는 CRT 브라운관은 색상구현이 쉽고, 동작속도가 빨라 TV와 컴퓨터 모니터
를 포함한 표시장치로서 각광을 받아 왔다.
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그러나, CRT 브라운관은 전력소비가 크고, 전자총과 화면 사이의 거리를 어느 정도 확보해야 하는 구조적 특성으로 인
하여 두께가 두꺼울 뿐만 아니라, 게다가 무게도 상당히 무거워 휴대성이 떨어지는 단점이 있다. 이러한 CRT 브라운관
의 단점을 극복하고자 여러 가지 다양한 표시장치가 고안되고 있는데, 그 중 가장 실용화되어 있는 장치가 바로 액정표
시장치이다.

상기 액정표시장치는 얇은 두께로 제작될 수 있어 장차 벽걸이 TV와 같은 초박형(超薄形) 표시장치로 사용될 수 있을 
뿐만 아니라, 무게가 가볍고, 전력소비도 CRT 브라운관에 비해 상당히 적어 배터리로 동작하는 노트북 컴퓨터의 디스
플레이로 사용되는 등, 차세대 표시장치로서 각광을 받고 있다.

이와 같은 액정표시장치는 도 1에 도시된 바와 같이, 스위칭 소자인 박막트랜지스터가 형성되어 있는 하부 유리 기판(
1)과, 칼라 필터(Color Filter)가 형성되어 있는 상부 유리 기판(2) 사이에 액정(3)을 주입하여, 상기 액정의 전기 광
학적 특성을 이용하는 것에 의해 영상효과를 얻는 비발광소자이다.

도 1에 도시된 바와 같이, 상기 하부 유리 기판(1) 상에는 TFT 어레이(4)가 구성되고, 상부 유리 기판(2) 상에는 블
랙매트릭스(5) 및 칼라 필터(6) 그리고 공통전극(7) 및 배향막(8)이 차례로 구성된다.

상기 하부 유리 기판(1)과 상부 유리 기판(2)은 에폭시 수지와 같은 씨일제(9)에 의해 합착되며, PCB(10) 상의 구동
회로(11)는 TCP(Tape Carrier Package)(12)를 통해 하부 유리 기판(1)과 연결되어 있다.

상기 TFT 어레이에는 복수개의 게이트 배선 및 데이터 배선 그리고 각 게이트 배선과 데이터 배선의 교차 부위에 스위
칭 소자로서 박막트랜지스터(Thin Film Transistor)가 배치된다.

이와 같은 액정표시장치의 모듈은 크게 3개의 유니트(unit)로 구성되는데, 즉, 두 기판 사이에 액정이 주입된 액정 패
널과, 상기 액정 패널을 구동하기 위한 드라이버(Driver) 및 각종 회로소자가 부착된 PCB(Printed Circuit Board) 및 
백라이트(13)를 포함한 외관 구조물로 구성된다.

도 2는 액정패널 및 상기 액정 패널을 구동하기 위한 드라이버를 중심으로 도시한 모듈 구성도이다.

도 2에 도시된 바와 같이, 크게 액정 패널(21)과, 상기 액정 패널(21)로 게이트 구동신호를 인가하는 게이트 드라이버
(23)와, 상기 액정 패널(21)로 신호 데이터를 인가하는 소스 드라이버(25)로 구성된다.

여기서, 상기 게이트 드라이버(23)는 액정 패널(21)에 배치된 복수의 게이트 배선에 순차적으로 주사신호(Scan sign
al)를 발생하며, 소스 드라이버(25)는 게이트 드라이버(23)가 박막트랜지스터를 턴-온시키면 데이터 배선을 통해 신
호 전압을 인가한다.

상기 액정패널은 복수개의 게이트 배선들과 복수개의 데이터 배선들이 매트릭스 형태로 형성되어 있고, 그 교차점에는 
화소 전극과 박막트랜지스터(Thin Film Transistor:이하 TFT)가 형성되어 있으며, 상기 게이트 드라이버(23)로부터 
주사신호를 받은 게이트 배선에 연결된 박막트랜지스터가 턴-온되면 소스 드라이버(25)로부터 신호 전압을 받은 데이
터 배선에 연결된 박막트랜지스터를 통해 화소전극으로 전달되어 화상을 디스플레이 하게 된다.

이 때, 상기 게이트 드라이버(23)와 소스 드라이버(25)에서 발생된 신호를 액정 패널에 전달하기 위해서는 상기 액정 
패널(21)의 주위에 각각의 게이트 배선으로부터 연장된 게이트 패드들과 각각의 데이터 배선으로부터 연장된 데이터 
패드들이 구성되며, 상기 각 게이트 패드들 및 데이터 패드들은 테스트(Test)를 위해 쇼팅 바(Shorting bar)로 연결
되어 있는데, 상기 쇼팅 바는 테스트가 완료되면 제거된다.

이때, 상기 테스트는 IPT(In Processing Test)와 박막트랜지스터의 온/오프 테스트로 구분할 수 있는데, 상기 IPT는 
하판을 제작한 후 게이트 라인 데이터 라인의 불량, 일예로 라인 디팩트(Line defect), 포인트 디팩트(Point defect) 
등의 불량을 테스트하고, 상기 박막트랜지스터의 온/오프 테스트는 하판과 상판을 합착한 후에 최종적으로 박막트랜지
스터의 온/오프 불량 여부를 테스트한다.
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이하, 종래 기술에 따른 액정표시장치의 테스트 패드 구조를 설명하면 다음과 같다.

도 3은 종래 기술에 따른 테스트 패드 구조를 도시한 평면도이다.

    
도 3에 도시된 바와 같이, 종래 액정표시장치의 테스트 패드는 복수개의 데이터 패드(Dp1,Dp2,...,Dpn) 중 홀수(ODD) 
번째 데이터 패드들끼리 연결된 제 1 쇼팅 바(31a)와, 짝수(EVEN) 번째 데이터 패드들끼리 연결된 제 2 쇼팅 바(31
b)와, 상기 제 1 쇼팅 바(31a)에 테스트를 위한 신호 전압을 인가하는 제 1 테스트 패드(33a)와, 상기 제 1 테스트 패
드(33a)와 다른 위치에 형성되며 상기 제 2 쇼팅 바(31b)에 테스트를 위한 신호 전압을 인가하는 제 2 테스트 패드(
33b)로 구성된다.
    

그리고 복수개의 게이트 패드 중 홀수(ODD) 번째 게이트 패드(Gp1,Gp3,...)끼리 연결된 제 3 쇼팅 바(31c)와, 짝수
(EVEN)번째 게이트 패드(Gp2,Gp4,...)들끼리 연결된 제 4 쇼팅 바(31d)와, 상기 제 3 쇼팅 바(31c)로 테스트를 위
한 신호 전압을 인가하는 제 3 테스트 패드(33c)와, 상기 제 3 테스트 패드(33c)와 다른 위치에 형성되며 상기 제 4 
쇼팅 바(31d)로 테스트를 위한 신호 전압을 인가하는 제 4 테스트 패드(33d)로 구성된다.

여기서, 상기 각 게이트 패드들은 액정 패널(100)에 배치된 게이트 배선(G1,G2,...,Gm)들로부터 연장되고, 데이터 패
드들은 상기 게이트 배선과 교차 배치된 데이터 배선(D1,D2,...,Dn)들로부터 연장된다.

도 4는 도 3에 도시된 제 1 테스트 패드를 확대하여 도시한 평면도이고, 도 5a는 도 4의 Ⅰ-Ⅰ'선에 따른 단면도이다.

    
도 4 및 도 5a에 도시된 바와 같이, 기판(100a)과, 상기 기판(100a) 상에 형성된 게이트 절연층(101)과, 상기 게이트 
절연층(101) 상에 형성되며, 홀수번째 데이터 패드들과 연결된 제 1 쇼팅 바(31a)와 전기적으로 연결되는 제 1 테스
트 패드(33a)와, 상기 제 1 테스트 패드(33a)를 포함한 전면에 형성되며 상기 제 1 테스트 패드(33a)의 소정부위가 
노출되도록 접속홀을 갖는 보호막(102)과, 상기 보호막(102)의 접속홀을 통해 상기 제 1 테스트 패드(33a)와 전기적
으로 연결되는 투명도전막(37)으로 구성된다.
    

여기서, 도 4의 미설명 부호 " 31b" 는 짝수 번째 데이터 패드들끼리 연결된 제 2 쇼팅 바를 지시한다.

한편, 도 5b는 도 3의 Ⅰ-Ⅰ'선에 따른 단면도로서, 게이트쪽 패드인 제 3 테스트 패드를 도시한 것이다.

도 5b에 도시된 바와 같이, 기판(100a)과, 상기 기판 (100a) 상에 형성된 제 3 테스트 패드(33c)와, 상기 제 3 테스
트 패드(33c)를 포함한 전면에 형성된 게이트 절연층(101)과, 상기 게이트 절연층(101) 상에 형성된 보호막(102)과, 
상기 보호막(102) 및 게이트 절연층(101)을 관통하여 상기 제 3 테스트 패드(33c)와 전기적으로 연결되는 투명도전
막(37)으로 구성된다.

    
이와 같은 종래 액정표시장치의 테스트 패드 구조는 홀수번째 데이트 패드들과 연결된 제 1 쇼팅 바(31a)에 테스트를 
위한 신호 전압을 인가하는 제 1 테스트 패드(33a)와, 짝수번째 데이터 패드들과 연결된 제 2 쇼팅 바(31b)에 신호 전
압을 인가하는 제 2 테스트 패드(33b)가 서로 다른 위치에 구성되고, 마찬가지로 상기 홀수번째 게이트 패드들과 연결
된 제 3 쇼팅 바(31c)에 테스트를 위한 신호 전압을 인가하는 제 3 테스트 패드(33c)와 짝수번째 게이트 패드들과 연
결된 제 4 쇼팅 바(31d)에 신호 전압을 인가하는 제 4 테스트 패드(33d)가 서로 다른 위치에 구성된다.
    

이와 같이, 종래 액정표시장치의 테스트 패드 구조는 하판을 제작한 후 IPT를 실시하여 라인 불량(Line defect), 포인
트 불량(Point defect) 등의 불량을 체크하고, 하판과 상판을 합착한 후 박막트랜지스터의 온/오프 테스트를 실시하여 
액정 패널의 양, 부를 판정하게 된다.
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    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

그러나 상기와 같은 종래 액정표시장치의 테스트 패드는 다음과 같은 문제점이 있었다.

게이트쪽 및 데이터쪽 테스트 패드를 구성함에 있어서, 박막트랜지스터 온/오프 테스트시, 홀수번째 데이터 패드(또는 
게이트 패드)에 테스트용 신호 전압을 인가하는 테스트 패드와 짝수번째 데이터 패드(또는 게이트 패드)에 테스트용 
신호 전압을 인가하는 테스트 패드가 서로 다른 위치에 존재하게 되므로 테스트시 쇼팅 바의 저항값이 매우 높다.

특히, 고해상도로 갈수록 테스트 패드의 면적이 점점 작아지게 되는데, 종래의 구조에서는 테스트 패드를 서로 다른 위
치에 구성함에 따라 그들과 연결된 쇼팅 바의 저항은 점차적으로 커지게 되어 결국, 쇼팅 바의 폭을 증가시켜 주어야 하
는 추가적인 문제를 수반한다.

본 발명은 상기한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위해 안출한 것으로 홀수 번째 데이터 패드에 전기적인 신호를 인가
하는 테스트 패드와 짝수 번째 데이터 패드에 전기적인 신호를 인가하는 테스트 패드를 한 곳에 위치시켜 쇼팅 바의 저
저항화를 실현함으로써 보다 정확한 테스트가 가능한 액정표시장치의 테스트 패드를 제공하는데 그 목적이 있다.

    발명의 구성 및 작용

상기의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 액정표시장치의 테스트 패드는 셀 영역 및 패드 영역으로 정의된 액정 패널과, 
복수의 데이터 배선들 중 홀수번째 데이터 배선들과 연결되는 제 1 쇼팅 바 및 짝수번째 데이터 배선들과 연결되는 제 
2 쇼팅 바와, 상기 패드 영역의 어느 한 곳에 형성되며 상기 제 1, 제 2 쇼팅 바에 온/오프 테스트를 위한 신호 전압을 
인가하는 테스트 패드를 포함하여 구성된다.

    
그리고 본 발명의 다른 실시예에 따른 액정표시장치의 테스트 패드는 셀 영역 및 패드 영역으로 정의된 액정 패널과, 복
수개의 데이터 패드들 중 제 1 색을 구동하기 위한 데이터 패드들과 연결된 제 1 쇼팅 바과, 제 2 색을 구동하기 위한 
데이터 패드들과 연결된 제 2 쇼팅 바와, 제 3 색을 구동하기 위한 데이터 패드들과 연결된 제 3 쇼팅 바와, 상기 패드 
영역의 어느 한 곳에 형성되며 상기 제 1, 제 2 쇼팅 바 및 제 3 쇼팅 바에 온/오프 테스트를 위한 신호 전압을 인가하
는 테스트 패드를 포함하여 구성된다.
    

이와 같은 본 발명의 액정표시장치의 테스트 패드는 데이터쪽 쇼팅 바에 온/오프 테스트를 위한 신호 전압을 인가할 때, 
상기 신호 전압을 인가하기 위한 테스트 패드를 패드 영역의 어느 한 곳에 형성함으로써, 쇼팅 바의 저항값을 최소화할 
수 있다.

통상, 상기 쇼팅 바의 저항값은 액정 패널이 고해상도로 갈수록 더욱 심화되어 쇼팅 바의 폭을 넓혀주지 않으면 안되지
만, 본 발명의 테스트 패드를 이용할 경우, 쇼팅 바의 폭을 넓히지 않고도 쇼팅 바의 저항값을 감소시킬 수 있다.

이하, 본 발명의 액정표시장치의 테스트 패드를 첨부한 도면을 참조하여 설명하면 다음과 같다.

도 6은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 액정표시장치의 테스트 패드 평면도이다.

도 6에 도시한 바와 같이, 복수개의 데이터 패드(Dp1,Dp2,...,Dpn) 중 홀수(ODD) 번째 데이터 패드(Dp1,Dp3,...)들
끼리 연결된 제 1 쇼팅 바(61a)와, 짝수(EVEN) 번째 데이터 패드(Dp2,Dp4,...)들끼리 연결된 제 2 쇼팅 바(61b)와, 
패드 영역의 어느 한 영역에 형성되며 상기 제 1 쇼팅 바(61a) 및 상기 제 2 쇼팅 바(61b)에 박막트랜지스터의 온/오
프 테스트를 위한 신호 전압을 인가하는 제 1 테스트 패드(63)를 포함하여 구성된다.

한편, 게이트쪽 테스트 패드는 종래와 동일한 구조를 갖는다.
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즉, 복수개의 게이트 패드들 중 홀수번째 게이트 패드(Gp1,Gp3,...))들과 연결된 제 3 쇼팅 바(61c)와, 짝수번째 게이
트 패드(Gp2,Gp4,...)들과 연결된 제 4 쇼팅 바(61d)와, 패드 영역의 서로 다른 위치에 형성되며 상기 제 3 쇼팅 바(
61d)에 온/오프 테스트를 위한 신호 전압을 인가하는 제 2 테스트 패드(65)와, 상기 제 4 쇼팅 바(61d)에 신호 전압
을 인가하는 제 3 테스트 패드(67)로 구성된다.

여기서, 상기 데이터쪽 테스트 패드는 종래와는 달리 패드 영역의 어느 한 곳에만 형성되는 반면에, 게이트쪽 테스트 패
드는 종래와 마찬가지로 서로 다른 위치에 형성하였는데, 이는 박막트랜지스터의 온/오프 테스트시에는 반드시 홀수번
째 게이트 배선과 짝수번째 게이트 배선을 독립적으로 동작시켜야 하기 때문이다.

    
즉, 하판을 형성한 후 실시하는 IPT시에는 홀수번째 게이트 배선과 짝수번째 게이트 배선을 독립적으로 동작시키지 않
아도 테스트에는 문제가 없으나, 하판과 상판을 합착한 후에 실시하는 박막트랜지스터의 온/오프 테스트시에는 반드시 
홀수번째 게이트 배선과 짝수번째 게이트 배선을 독립적으로 동작시켜야 하므로 게이트쪽 테스트 패드인 제 2 테스트 
패드(65)와 제 3 테스트 패드(67)는 독립적으로 해당 쇼팅 바에 신호 전압을 인가하여야 하기 때문에 서로 다른 위치
에 형성한다.
    

한편, 도 7a는 도 6의 제 1 테스트 패드를 보다 확대 도시한 것이고, 도 7b는 도 7a의 Ⅰ-Ⅰ'선에 따른 단면도이다.

    
도 7a 및 7b에 도시한 바와 같이, 제 1 테스트 패드(63)는 기판(200a)과, 상기 기판(200a) 상에 형성되며 상기 제 1 
쇼팅 바(61a)와 연결되는 제 1 도전성 패턴(63a)과, 상기 제 1 도전성 패턴(63a)을 포함한 기판(200a) 전면에 형성
된 게이트 절연층(201)과, 상기 게이트 절연층(201) 상의 상기 제 1 도전성 패턴(63a)의 일측에 형성되며 상기 제 2 
쇼팅 바(61b)와 연결되는 제 2 도전성 패턴(63b)과, 상기 제 2 도전성 패턴(63b)을 포함한 전면에 형성되며 상기 제 
1 도전성 패턴(63a) 및 제 2 도전성 패턴(63b)이 노출되도록 접속홀을 갖는 보호막(202)과, 상기 접속홀을 통해 제 
1 도전성 패턴(63a)과 제 2 도전성 패턴(63b)을 전기적으로 연결하는 투명도전막(69)으로 구성된다.
    

상기 투명도전막(69)은 도면에는 도시되지 않았지만, TCP(Tape Carrier Package)와 연결된다.

이때, 상기 제 1 쇼팅 바(61a) 및 제 1 도전성 패턴(63a)는 게이트 배선과 동일 물질로 형성하며, 상기 제 2 쇼팅 바(
61b) 및 제 2 도전성 패턴(63b)은 데이터 배선과 동일 물질로 형성한다. 따라서, 제 1 쇼팅 바(61a)와 제 2 쇼팅 바
(61b)는 게이트 절연층(201)을 사이에 두고 위치하며, 마찬가지로 상기 제 1 도전성 패턴(63a)과 제 2 도전성 패턴
(63b)도 게이트 절연층(201)을 사이에 두고 위치한다.

도면으로부터 알 수 있듯이, 제 1 테스트 패드(63)는 투명도전막(69)에 의해 제 1 도전성 패턴(63a)과 제 2 도전성 
패턴(63b)이 전기적으로 연결되어 온/오프 테스트를 위한 신호 전압은 홀수번째 데이터 배선들과 연결된 제 1 쇼팅 바
(61a)와 짝수번째 데이터 배선들과 연결된 제 2 쇼팅 바(61b)에 동일한 신호 전압이 인가됨을 알 수 있다.

이와 같이, 온/오프 테스트시 제 1 쇼팅 바(61a)와 제 2 쇼팅 바(61b)가 투명도전막(69)에 의해 서로 연결되어 쇼팅 
바의 저항값이 작아지는 효과를 얻을 수 있으며, 설계 및 제조공정의 여유도를 확보할 수 있다.

특히 TFT-LCD가 고해상도로 갈수록 온/오프 테스트를 위한 테스트 패드의 면적이 점점 작아지게 되는데, 온/오프 테
스트시 제 1 쇼팅 바(61a)와 제 2 쇼팅 바(61b)를 전기적으로 쇼트시키는 본 발명의 테스트 패드 구조를 이용할 경우, 
쇼팅 바의 저항을 작게할 수 있으므로 쇼팅 바의 폭을 넓여 줄 필요가 없다.

한편, 도 8a는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 액정표시장치의 테스트 패드 구조를 도시한 평면도로서, 데이터쪽 테스트 
패드를 도시한 것이다.
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본 발명의 제 2 실시예는 데이터쪽 테스트 패드를 적(R), 녹(G), 청(B)의 1화소 단위로 구분한 것으로, 쇼팅 바도 적
색(R) 구동을 위한 데이터 패드들끼리 연결된 제 1 쇼팅 바(81)와, 녹색(G) 구동을 위한 데이터 패드들끼리 연결된 
제 2 쇼팅 바(83)와, 청색(B) 구동을 위한 데이터 패드들끼리 연결된 제 3 쇼팅 바(85)로 분리한다.

그리고 제 1 쇼팅 바(81)에는 제 1 도전성 패턴(81a)의 일측이 연결되고, 제 2 쇼팅 바(83)에는 제 2 도전성 패턴(8
3a)의 일측이 연결되며 제 3 쇼팅 바(85)에는 제 3 도전성 패턴(85a)의 일측이 연결된다.

상기 제 1, 제 2 도전성 패턴(81a,83a) 및 제 3 도전성 패턴(85a)의 다른 측은 패시베이션(Passivation) 공정이 완료
된 후, 제 1 투명도전막(89)에 의해 전기적으로 연결된다.

여기서, 상기 제 1 쇼팅 바(81)와 제 3 쇼팅 바(85)는 게이트 배선과 동일 물질로 형성되며, 상기 제 2 쇼팅 바(83)는 
데이터 배선과 동일 물질로 형성된다. 그리고 상기 제 1 도전성 패턴(81a)은 제 1 쇼팅 바(81)와 동일 물질이고, 제 
2 도전성 패턴(83a)과 제 3 도전성 패턴(85a)은 제 2 쇼팅 바(83)와 동일 물질로 형성된다.

    
따라서, 제 1 쇼팅 바(81)와 연결되는 제 1 도전성 패턴(81a)은 기판(300a) 상에서 게이트 배선 및 제 1 쇼팅 바(81)
와 동일층에 형성되며, 상기 제 2 쇼팅 바(83)와 연결되는 제 2 도전성 패턴(83a)은 게이트 절연층(301) 상에서 데이
터 배선 및 제 2 쇼팅 바(83)와 동일층에 형성된다. 그러나 상기 제 3 쇼팅 바(85)와 제 3 도전성 패턴(85a)은 게이트 
절연층(301)을 사이에 두고 위치하기 때문에 적어도 제 3 쇼팅 바(85)와 제 1 쇼팅 바(81)가 전기적으로 연결되지 않
는 범위 내에서 제 2 투명도전막(89a)에 의해 전기적으로 연결된다.
    

    
상기 제 2 투명도전막(89a)을 이용하여 제 3 도전성 패턴(85a)과 제 3 쇼팅 바(85)를 연결하는 이유는 온/오프 테스
트 이외에 다른 테스트를 위해서는 상기 각 쇼팅 바(81,83,85)가 전기적으로 절연된 상태로 존재하여야 하기 때문이며, 
만일 제 2 쇼팅 바(83)와 동일층에 형성되는 제 3 도전성 패턴(85a)이 상기 제 2 쇼팅 바(83)를 가로질러 제 3 쇼팅 
바(85)와 연결될 경우에는 제 2 쇼팅 바(83)와 제 3 도전성 패턴(85a)이 직접적으로 연결된 상태가 되므로 온/오프 
테스트 이외에는 다른 테스트를 할 수 없기 때문이다.
    

도 8b는 도 8a의 Ⅰ-Ⅰ'선에 따른 단면도로서, 기판(300a) 상에 제 1 도전성 패턴(81a)이 형성되고, 상기 제 1 도전
성 패턴(81a)을 포함한 전면에 제 2 도전성 패턴(83a)이 형성되며, 상기 제 2 도전성 패턴(83a)의 일측에 제 3 도전
성 패턴(85a)이 형성된다.

상기 제 3 도전성 패턴(85a)을 포함한 전면에는 보호막(302)이 형성되는데, 상기 보호막(302)은 상기 제 1, 제 2 도
전성 패턴(81a,83a) 및 제 3 도전성 패턴(85a)의 소정부위가 노출되도록 접속홀을 가지며, 상기 제 1, 제 2 도전성 패
턴(81a,83a) 및 제 3 도전성 패턴(85a)은 상기 접속홀을 통해 연결되는 제 1 투명도전막(89)에 의해 전기적으로 연
결된다.

이와 같이, 본 발명의 제 2 실시예에서는 R, G, B별로 쇼팅 바를 구성하여 각 쇼팅 바에 온/오프 테스트를 위한 신호 전
압을 인가하는 테스트 패드를 패드 영역의 어느 한 곳에 형성하여 쇼팅 바의 저항값을 감소시킨다.

    발명의 효과

이상 상술한 바와 같이, 본 발명의 액정표시장치의 테스트 패드는 하판과 상판을 합착한 후 실시하는 온/오프 테스트시, 
데이터쪽 쇼팅 바에 테스트를 위한 신호 전압을 인가하는 테스트 패드를 패드 영역의 어느 한 곳에 형성함으로써, 쇼팅 
바의 저항을 감소시킬 수 있다. 따라서 테스트에 따른 신뢰성 확보를 통해 보다 정확한 양, 부 판정이 가능하다.

또한 고해상도로 갈수록 테스트 패드의 면적이 작아지는 추세에 비추어 볼 때, 쇼팅 바의 폭을 넓게 할 필요가 없어지므
로 설계 및 공정 상의 마진(Margin) 확보가 가능하다.
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(57) 청구의 범위

청구항 1.

셀 영역 및 패드 영역으로 정의된 액정 패널;

복수의 데이터 배선들 중 홀수번째 데이터 배선들과 연결되는 제 1 쇼팅 바 및 짝수번째 데이터 배선들과 연결되는 제 
2 쇼팅 바,

상기 패드 영역의 어느 한 곳에 형성되며 상기 제 1, 제 2 쇼팅 바에 온/오프 테스트를 위한 신호 전압을 인가하는 테스
트 패드를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 테스트 패드.

청구항 2.

제 1 항에 있어서, 상기 테스트 패드는 상기 제 1 쇼팅 바에 연결된 제 1 도전성 패턴과,

상기 제 2 쇼팅 바에 연결된 제 2 도전성 패턴과,

상기 제 1 도전성 패턴과 제 2 도전성 패턴을 전기적으로 연결하는 투명도전막을 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하
는 액정표시장치의 테스트 패드.

청구항 3.

제 2 항에 있어서, 상기 제 1 도전성 패턴과 제 2 도전성 패턴은 게이트 절연층을 사이에 두고 위치하는 것을 특징으로 
하는 액정표시장치의 테스트 패드.

청구항 4.

제 3 항에 있어서, 상기 제 1 도전성 패턴은 기판 상에 형성되고, 상기 제 2 도전성 패턴은 게이트 절연층 상에 형성되
는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 테스트 패드.

청구항 5.

제 2 항에 있어서, 상기 제 2 도전성 패턴을 포함한 전면에 형성되며 상기 제 1 도전성 패턴 및 제 2 도전성 패턴의 소
정부위가 노출되도록 접속홀을 갖는 보호막을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 테스트 패드.

청구항 6.

제 1 항에 있어서, 상기 제 1 쇼팅 바와 상기 제 2 쇼팅 바는 게이트 절연층을 사이에 두고 위치하는 것을 특징으로 하
는 액정표시장치의 테스트 패드.

청구항 7.

제 6 항에 있어서, 상기 제 1 쇼팅 바는 상기 제 1 도전성 패턴과 동일층에 위치하고, 상기 제 2 쇼팅 바는 상기 제 2 
도전성 패턴과 동일층에 위치하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 테스트 패드.

청구항 8.

제 1 항에 있어서, 복수개의 게이트 패드들 중 홀수번째 게이트 패드들과 연결된 제 3 쇼팅 바 및 짝수번째 게이트 패드
들과 연결된 제 4 쇼팅 바를 더 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 테스트패드.
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청구항 9.

제 8 항에 있어서, 상기 제 3 쇼팅 바에 테스트를 위한 신호 전압을 인가하는 테스트 패드와 상기 제 4 쇼팅 바에 테스
트를 위한 신호 전압을 인가하는 테스트 패드가 상기 패드 영역에서 서로 다른 위치에 형성된 것을 특징으로 하는 액정
표시장치의 테스트 패드.

청구항 10.

셀 영역 및 패드 영역으로 정의된 액정 패널;

복수개의 데이터 패드들 중 제 1 색을 구동하기 위한 데이터 패드들과 연결된 제 1 쇼팅 바;

제 2 색을 구동하기 위한 데이터 패드들과 연결된 제 2 쇼팅 바;

제 3 색을 구동하기 위한 데이터 패드들과 연결된 제 3 쇼팅 바;

상기 패드 영역의 어느 한 곳에 형성되며 상기 제 1, 제 2 쇼팅 바 및 제 3 쇼팅 바에 온/오프 테스트를 위한 신호 전압
을 인가하는 테스트 패드를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 테스트 패드.

청구항 11.

제 10 항에 있어서, 상기 테스트 패드는 상기 제 1 쇼팅 바와 연결되는 제 1 도전성 패턴과,

상기 제 2 쇼팅 바와 연결된 제 2 도전성 패턴과,

상기 제 3 쇼팅 바와 연결된 제 3 도전성 패턴과,

상기 제 1, 제 2 쇼팅 바 및 제 3 쇼팅 바를 전기적으로 연결하는 투명도전막을 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 
액정표시장치의 테스트 패드.

청구항 12.

제 10 항에 있어서, 상기 제 1, 제 3 쇼팅 바와 상기 제 2 쇼팅 바는 게이트 절연층을 사이에 두고 위치하는 것을 특징
으로 하는 액정표시장치의 테스트 패드.

청구항 13.

제 11 항에 있어서, 상기 제 1 도전성 패턴과 상기 제 2, 제 3 도전성 패턴은 게이트 절연층을 사이에 두고 위치하는 것
을 특징으로 하는 액정표시장치의 테스트 패드.

청구항 14.

제 11 항에 있어서, 상기 제 3 도전성 패턴을 포함한 전면에 형성되며 상기 제 1, 제 2 도전성 패턴 및 상기 제 3 도전
성 패턴의 소정부위가 노출되도록 접속을 갖는 보호막을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 테스트 패드.

청구항 15.

제 11 항에 있어서, 상기 제 3 도전성 패턴은 상기 보호막 및 게이트 절연층을 관통하는 투명도전막에 의해 상기 제 3 
쇼팅 바와 전기적으로 연결되는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 테스트 패드.
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专利名称(译) 液晶显示器的测试垫
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김익수

发明人 김익수

IPC分类号 G02F1/1345 G02F1/13

CPC分类号 G02F1/1345 G02F1/1309 G02F2001/136254

代理人(译) 金勇
新昌

其他公开文献 KR100769160B1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

本发明涉及一种测试垫，其授权奇数数据焊盘中的电信号，并通过定位
在一个地方授权的测试焊盘并实现低电阻来提供能够使测试更加正确的
液晶显示器的测试焊盘。短路棒电信号到偶数据垫。并且，本发明的液
晶显示器的测试焊盘形成在液晶面板中，被定义为单元区域和焊盘区域
以及连接在多条数据线之间的第一短路条到奇数计数数据布线和第二短
路Bawa连接甚至数据布线，以及垫区域的一个位置。并且包括第一测试
焊盘和授权用于第二短路棒中的开/关测试的信号电压的测试焊盘可以包
括连接到第一短路棒的第一导电图案，连接到第二短路的第二导电图案
条，和透明导电膜，电连接第一导电图案和第二导电图案。短路f和测试
垫。
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